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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INDUSTRIAL-PROCESS MEASUREMENT AND CONTROL -
DATA STRUCTURES AND ELEMENTS
IN PROCESS EQUIPMENT CATALOGUES -

Part 32: Lists of properties (LOP) for I/0 modules

—  forelectironic data-exchange
nge

FOREWORD

hternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization cd
tional electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is/torpfomote inte]
eration on all questions concerning standardization in the electrical and electrofic'fields. To this
lition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical
Cly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)
ration is entrusted to technical committees; any IEC National Committee, interested in the subject g

mprising
rnational
end and
Reports,
"). Their
ealt with

articipate in this preparatory work. International, governmental and non-goyvernmental organizationjs liaising

he IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closelywith the International Organiz
ardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organiZ

brmal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an inte
bnsus of opinion on the relevant subjects since each technjeal committee has representation
sted IEC National Committees.

Publications have the form of recommendations for intérnational use and are accepted by IEC
hittees in that sense. While all reasonable efforts afe/made to ensure that the technical contef
Cations is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or
terpretation by any end user.

Her to promote international uniformity, IEG.\National Committees undertake to apply IEC Pul
barently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence
EC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in t

Eself does not provide any attestation-of conformity. Independent certification bodies provide ¢
sment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsiblg
es carried out by independent certification bodies.

ers should ensure that they have the latest edition of this publication.

hbility shall attach to IEC\or its directors, employees, servants or agents including individual exg
bers of its technical gommittees and IEC National Committees for any personal injury, property da
damage of any mature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal f
hses arising out of/the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any o
Cations.

tion is drawn.to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publid
ensablefor'the correct application of this publication.

iraw$ attention to the possibility that the implementation of this document may involve the u
t(s)7 JEC takes no position concerning the evidence, validity or applicability of any claimed patent

ation for
ations.

rnational
from all

National
t of IEC
for any

lications
between
he latter.

nformity
e for any

erts and
mage or
bes) and
her IEC

ations is

te of (a)
rights in

resp

ctthereof. As of the date of publication of this document, IEC had not received notice of (a) patent(

), which

may be required to implement this document. However, implementers are cautioned that this may not represent
the latest information, which may be obtained from the patent database available at https://patents.iec.ch. IEC

shall

not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

IEC 61987-32 has been prepared by subcommittee 65E: Devices and integration in enterprise
systems, of IEC technical committee 65: Industrial-process measurement, control and
automation. It is an International Standard.
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The text of this International Standard is based on the following documents:

Draft Report on voting

65E/934/CDV 65E/994/RVC

Full information on the voting for its approval can be found in the report on voting indicated in
the above table.

The language used for the development of this International Standard is English.

This dqcumer drafted im accordance with TSOEC Directives, Part 2, and devetpped in
accordance with ISO/IEC Directives, Part 1 and ISO/IEC Directives, IEC Supplement, 'ayailable
at www.iec.ch/members_experts/refdocs. The main document types developed\by IEC are
describled in greater detail at www.iec.ch/publications.

The List of Properties (LOPs) given in this standard are published in_the Common Data
Dictionpry of IEC as stated in the appendices A to D. In the event that/the LOPs are |not yet
availabje in the CDD, they can be found temporarily in the (DD maintenancg area
(https:/[std.iec.ch/cdd/iec61987/cdddev.nsf/TreeFrameset?OpenFrameSet).

A list of all parts in the IEC 61987 series, published under the. general title Industrial-process
measufement and control — Data structures and elements i process equipment catafogues,
can belfound on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this\document will remain unchanged (ntil the
stability date indicated on the IEC website under ‘webstore.iec.ch in the data related to the
specifi¢ document. At this date, the documentwill be
e reconfirmed,

e witljdrawn, or

e revised.
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INTRODUCTION

The exchange of product data between companies, business systems, engineering tools, data
systems within companies and, in the future, control systems (electrical, measuring and control
technology) can run smoothly only when both the information to be exchanged and the use of
this information has been clearly defined.

Prior to this document, requirements on process control devices and systems were specified by
customers in various ways when suppliers or manufacturers were asked to quote for suitable
equipment. The suppliers in their turn described the devices according to their own
documentation schemes often usmg dlfferent terms structures and media (paper, databases,
CDs, erc C S = C ent process,
with dV|ce |nformat|on frequently berng dupllcated in a number of d|fferent information
technology (IT) systems.

Any mgthod that is capable of recording all existing information only once duaring the pJanning
and ordering process and making it available for further processing, gives\all parties ipvolved
an opp¢rtunity to concentrate on the essentials. A precondition for this isythe standardization of
both the descriptions of the objects and the exchange of information,

This standard series proposes a method for standardization which will help both suppli¢rs and
users df measuring equipment to optimize workflows both within their own companies| and in
their edchanges with other companies. Depending on their role/in the process, engineering firms
can be|considered here to be either users or suppliers.

The mgthod specifies measuring equipment by means of blocks of properties. These blocks are
compiled into lists of properties (LOPs), each of which describes a specific equipment (device)
type. This standard series covers both properties’that can be used in an inquiry or a pfoposal
and detfailed properties required for integration-of the equipment in computer systems for other
tasks.

IEC 61987-10 defines structure elements for constructing lists of properties for electrical and
process$ control equipment in order-to facilitate automatic data exchange between gny two
computer systems in any pessible workflow, for example engineering, maintenallzce or
purchasing workflow and to allew both the customers and the suppliers of the equipment to
optimize their processes_and workflows. |IEC 61987-10 also provides the data mddel for
assembling the LOPs.

IEC 61987-11 specifies the generic structure for operating and device lists of properties (OLOPs
and DLIOPs) It laysdown the framework for further parts of IEC 61987 in which complete LOPs
for device types-measuring a given physical variable and using a particular measuring pfinciple
will be ppecified. The generic structure can also serve as a basis for the specification gf LOPs
for othler industrial-process control instrument types such as control valves and| signal
processig-egaipment:

IEC 61987-31 concerns infrastructure devices, i.e. devices mostly to be found in the switching
room and the control room. It provides a classification, a generic DLOP and an OLOP for a
range of device types of this device group.

IEC 61987-32 concerns I/O modules. It provides an OLOP for I/O modules that can also be
used for other infrastructure devices and a DLOP for I/O modules that can be used for input
modules, output modules and combined input/output modules of various types.
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INDUSTRIAL-PROCESS MEASUREMENT AND CONTROL -
DATA STRUCTURES AND ELEMENTS
IN PROCESS EQUIPMENT CATALOGUES -

Part 32: Lists of properties (LOP) for I/0 modules
for electronic data exchange

C 2024

1 Sc

ne
| edd

This pgrt of IEC 61987 provides

— an
the

pperating list of properties (OLOP) for the description of the operating-paramet
collection of requirements for I/O modules and

— adevice list of properties (DLOP) for the description of a range of 1/Oymodule types

The str
IEC 61
IEC 61

Aspect
describ

The loc
in Ann¢g

uctures of the OLOP and the DLOPs correspond to the general structures def
D87-11 and agree with the fundamentals for the construction of LOPs def
D87-10.

ed in IEC 61987-10 and IEC 61987-11, are published in IEC 61987-92.

ations of the libraries of properties and of-blocks used in the LOPs concerned ar
x C and Annex D.

2 Normative references

The fol

For u
amend

IEC 61
elemen
Proces

IEC 61

owing documents are referred to in the text in such a way that some or all of their

dated references, the“latest edition of the referenced document (includi
ents) applies.

constit’{:es requirements of thissdocument. For dated references, only the edition cited 4§

D87-10:2009,, Industrial-process measurement and control — Data structur
ts in proceSs equipment catalogues — Part 10: List of Properties (LOPs) for Ing
5 Measyrefment and Control for Electronic Data Exchange — Fundamentals

D87-11, Industrial-process measurement and control — data structures and elen

proces

brs and

ined in
ned in

5 other than the OLOP, needed in different eleCthonic data exchange processes and

e listed

content

pplies.
g any

bs and
ustrial-

ents in

b ‘'equipment catalogues — Part 11: Lists of properties (LOP) of measuring equipn

hent for

electronic data exchange — Generic structures

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 61987-10 and
IEC 61987-11 apply.

ISO and IEC maintain terminology databases for use in standardization at the following
addresses:

e |EC
e |[SO

Electropedia: available at https://www.electropedia.org/

Online browsing platform: available at https://www.iso.org/obp

NOTE Definitions for device types of I/O modules can be found in Table A.1, in Annex A of IEC 61987-31.
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4 General

4.1 Overview

The LOPs provided by this document are intended for use in electronic data exchange
processes performed between any two computer systems. The two computer systems can both
belong to the same company or they can belong to different companies as described in Annex C
of IEC 61987-10:2009.

The OLOP for the family of infrastructure devices is to be found in Annex A while the DLOPs of
the individual I/O modules types are to be found in Annex B.

Structu}al elements such as LOP type, block and property defined in this document arelayailable
in elecfronic form in the "Process automation"” domain of the IEC Component Data, Digtionary
(CDD).
4.2 Examples of DLOP block usage
4.2.1 DLOP for I/O modules
In Tablg 1, an excerpt of the DLOP for I/O modules with values andJunits of measure agsigned
to the properties is shown. This is a possible configuration, for/a four-channel binany input
modulel (see also Figure 1). Not all properties of an LOP haveto-be used. Thus, in Table|1 there
are empty properties. "..." indicates there a property area that has not been used in the example.
Table 1 — DLOP Example of 1/O0 module with binary inputs
Name of LOP type, block or property’ Assigned value Unit
N
number |of inputs [I/O module] 1
Input [IJO module]
qugntity of identical channels 4
quantity of channels per commgn/ground 4
nuber of galvanic isolations 1
Gdlvanic isolation
first test point input signal
second testpoint system
type of wvoltage AC
withistand voltage 1,5 kV
test’criterium not to cause electric breakdown
maximum limit of current mA
duration of test 1 min
method of galvanic isolation photocoupler
Insulation resistance
type of voltage DC
test voltage 500 \Y
minimum insulation resistance 1 MQ
duration of test 60 s

1

In the CDD, block names start with a capital letter, property names with a lower case letter.
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Name of LOP type, block or property’ Assigned value Unit
Resistance to earth
type of current DC
test current 25 A
maximum measured voltage 10 Vv
maximum measured resistance 0,1 Q
duration of test 60 ]
Protective conductor current
type of voltage AC
test voltage 132 Vv
maximum measured current 3,5 mA
Touch current
type of voltage AC
test voltage 120 \Y
maximum measured current 2 mA
Binary input [I/O module]
type of binary input DC
number of signal levels 1
Signal levels
maximum signal voltage level for signal "0\ 5,8 Vv
minimum signal voltage level for signal "4 | 16 Vv
maximum signal current level for sighal "0" | 0,9 mA
minimum signal current level forsignal "1" | 3,2 mA
number of DC ratings for external power 1
DC rating for external ‘power
rated voltage 24
minimum valtage 20,4
maximam-voltage 26,4
maximium current 4.1 mA
HEleetrical-dataforpassive-behaviour
input resistance/impedance 5,9 kQ
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Annex A
(normative)

Operating list of properties for /0 modules

The OLOP has been created for all types of infrastructure devices including 1/O modules. This
OLOP is assigned to the area of I1/O modules in the classification scheme for infrastructure
devices (see Table A.1in IEC 61987-31:2022):

— Infrastructure device IEC-ABN977

NOTE The QLQP is alsotobe found inthe Drnpnrfin: Tree field and has the |ID |[EC-ABP284

The OHOP is available with all blocks and properties in the IEC CDD at:
https://g£dd.iec.ch/cdd/iec61360/iec61360.nsf/TreeFrameset?OpenFrameSet
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Annex B
(normative)

Device lists of properties for /0 modules

B.1 1/0 module

The DLOP for an I/O module is assigned to the following node of the classification (see
Table A.1 of IEC 61987-31:2022):

— /O preduie {=EC-ABOO28
NOTE the DLOP is to be found in the Properties Tree and has the ID IEC-ABP026.

The DUYOP can be used for input modules, output modules and combined input/output modules
of variqus types.

The DLOP is available with all blocks and properties in the IEC CDD at:
https://gdd.iec.ch/cdd/iec61360/iec61360.nsf/TreeFrameset?OpenFrameSet



https://cdd.iec.ch/cdd/iec61360/iec61360.nsf/TreeFrameset?OpenFrameSet
https://iecnorm.com/api/?name=d56381232e6e1b9622fe1b7b06304d26

-12 - IEC 61987-32:2024 © |IEC 2024

Annex C
(normative)

Property library

The properties used in the OLOP in Annex A and DLOPs in Annex B are available with all
attributes in the IEC CDD at:
https://cdd.iec.ch/cdd/iec61360/iec61360.nsf/TreeFrameset?OpenFrameSet
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Annex D
(normative)

Block library for considered device types

The blocks used in the OLOPs in Annex A and DLOPs in Annex B are available with all

attributes in the IEC CDD at:
https://cdd.iec.ch/cdd/iec61360/iec61360.nsf/TreeFrameset?OpenFrameSet
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MESURE ET COMMANDE DES PROCESSUS INDUSTRIELS -
STRUCTURES DE DONNEES ET ELEMENTS DANS
LES CATALOGUES D'EQUIPEMENT DE PROCESSUS -

Partie 32: Listes des propriétés (LOP) pour les modules d'E/S
réc Sloct : I I .

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation c
de I'¢nsemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de I''EC) L'TEC a pour
favor|ser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisatiofn-dans les dom
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, ''EC — entre autres activités — publie d&s”"Normes interng
des $pécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PA
Guidg¢s (ci-apres dénommés "Publication(s) de I'lEC"). Leur élaboration est confiée a des comités d'étu
travapx desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les orga
interrjationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison-avec I'lEC, participent égaler
travapix. L'IEC collabore étroitement avec I'Organisation Internationale "de Normalisation (ISO), s
conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de I'lEC concernant les questions, techniques représentent, dans la m
possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donhé.que les Comités nationaux de I'lEC in
sont feprésentés dans chaque comité d'études.

Les Publications de I'lEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont
comme telles par les Comités nationaux de I'lEC. Tous,les efforts raisonnables sont entrepris afin
s'asspre de I'exactitude du contenu technique de ses{publications; I'lEC ne peut pas étre tenue respon
I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

Dans| le but d'encourager I'uniformité internatiopale, les Comités nationaux de I'lEC s'engagent, dang
mesure possible, a appliquer de fagon transparente les Publications de I'lEC dans leurs publications n
et régionales. Toutes divergences entre (toutes Publications de I'lEC et toutes publications natio
régiophales correspondantes doivent étre indiquées en termes clairs dans ces dernieres.

L'IEQ elle-méme ne fournit aucune.attestation de conformité. Des organismes de certification indé
fournjssent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accédent aux ma
confdrmité de I'lEC. L'IEC n'est.responsable d'aucun des services effectués par les organismes de ce
indégendants.

Tousl|les utilisateurs doivent)s'assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publicat

Aucupe responsabilité ne/doit étre imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou man
y comipris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux
pour [tout préjudi€e~causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de|
nature que ce_soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais de justice) et les
décotilant de-la,publication ou de I'utilisation de cette Publication de I'lEC ou de toute autre Publication
ou ay crédit qui lui est accordé.

L'attgntion” est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de pul
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référemcees estobtigatoire pour unmeappticatiom correcte deta presemnte pubtication:

L'IEC attire I'attention sur le fait que la mise en application du présent document peut entrainer I'utilisa

tion d'un

ou de plusieurs brevets. L'IEC ne prend pas position quant a la preuve, a la validité et a I'applicabilité de tout
droit de brevet revendiqué a cet égard. A la date de publication du présent document, I'lEC n'a pas regu

notification qu'un ou plusieurs brevets pouvaient étre nécessaires a sa mise en application. Toutefois, i
d'avertir les responsables de la mise en application du présent document que des informations plus

l'y alieu
récentes

sont susceptibles de figurer dans la base de données de brevets, disponible a I'adresse https://patents.iec.ch.

L'IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié tout ou partie de tels droits de pr

opriété.

L'IEC 61987-32 a été établie par le sous-comité 65E: Les dispositifs et leur intégration dans les
systémes de l'entreprise, du comité technique 65 de I'lEC: Mesure, commande et automation
dans les processus industriels. Il s'agit d'une Norme internationale.
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Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

Projet Rapport de vote
65E/934/CDV 65E/994/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a son approbation.

La langue employée pour I'élaboration de cette Norme internationale est I'anglais.

Ce document a été rédigp’- selon les Directives |ISQ/IEC Partie 2 il a été développé selon les
Directiyes ISO/IEC, Partie 1 et les Directives ISO/IEC, Supplément IEC, disponiblgs sous
www.ielc.ch/members_experts/refdocs. Les principaux types de documents développés par
I''EC s@nt décrits plus en détail sous www.iec.ch/publications/.

Les listles des propriétés (LOP) données dans cette norme sont publiées-dans le Dictipnnaire
des dohnées communes (CDD, Common Data Dictionary) de I'lEC comme indiqué dans les
Annexds A a D. Lorsque les LOP ne sont pas encore disponibles dans.le €EDD, elles se tfouvent
temporpirement dans I'espace de maintenance du CDD
(http://4td.iec.ch/cdd/iec61987/cdddev.nsf/TreeFrameset?OpenErameSet).

Une lidte de toutes les parties de I'lEC 61987, publiées ‘sous le titre général Mesure et
commalnde des processus industriels — Structures de données et éléments dans les catglogues
d'équipement de processus, se trouve sur le site web deVIEC.

Le comjté a décidé que le contenu de ce document'ne sera pas modifié avant la date de gtabilité
indiquege sur le site web de I'lEC sous webstoresigc.ch dans les données relatives au dogument
recherghé. A cette date, le document sera
e reconduit,

e supprimé, ou

e réviseé.
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INTRODUCTION

L'échange de données concernant les produits entre les sociétés, les systémes commerciaux,
les outils d'ingénierie internes des sociétés, les systémes de données et, a I'avenir, entre les
systétmes de commande (technologie de mesure, de commande et électrique) ne peut
s'effectuer de maniére efficace que lorsqu'a la fois les informations a échanger et I'utilisation
de ces informations ont été clairement définies.

Avant la publication du présent document, lorsqu'il était demandé aux fournisseurs ou aux
fabricants de faire une proposition d'équipement adapté, les exigences relatives aux appareils
et aux systemes de commande de processus etalent specmees par les clients de différentes
manieér; S C S s s propres plans
de doc Jmentatlon en utlllsant souvent des termes des structures et des supports différents
(papierf bases de données, CD, catalogues électroniques, etc.). La situation était similaire pour
le processus de planification et de développement. Les informations concernant |les agpareils
étaient|fréquemment dupliquées dans les différents systémes de traitement’ de l'infofmation
(IT).

Toute méthode qui permet de ne saisir qu'une seule fois I'ensemble des.\informations existantes
lors du| processus de planification et de commande et qui les met‘a disposition des| autres
traitemgnts offre a toutes les parties impliquées la possibilité de,se concentrer sur leur tache
essentielle. Une condition préalable est la normalisation, d'une part des descriptions des|objets,
d'autre|part de I'échange de ces informations.

La prédente série de normes propose une méthode de_nermalisation qui aide les fournjsseurs
et les Utilisateurs d'équipements de mesure a optimiser les flux de travaux au sein de leur
propre pociété ainsi que lors de leurs échanges avee’d'autres sociétés. En fonction de l¢ur réle
dans le|processus, les sociétés d'ingénierie peuvent étre considérées ici comme des utilisateurs
ou des|fournisseurs.

Cette njéthode spécifie les équipements.de mesure au moyen de blocs de propriétés. C¢gs blocs
sont cpmpilés sous forme de listes)de propriétés (LOP), dont chacune décrit yn type
d'équipement (appareil) spécifique./La présente série de normes couvre a la fois les prqpriétés
qui pedivent étre utilisées dansune demande d'achat ou une proposition et les prqpriétés
détaillées exigées pour l'intégration de I'équipement dans des systémes informatiqugs pour
d'autreg taches.

L'IEC g1987-10 définit des éléments de structure pour la construction de listes de prqgpriétés
relatives aux équipements électriques et de commande de processus afin de faciliter I'échange
automgtique de données entre deux systémes informatiques quelconques quel que soif le flux
de travhux possible, par exemple un flux de travaux d'ingénierie, de maintenance ou d'gchats,
et poun permettre a la fois aux clients et aux fournisseurs de I'équipement d'optimiser leurs
processus, et leurs flux de travaux. L'IEC 61987-10 fournit également le modéle de dpnnées
pour |I'gssemblage des LOP.

L'IEC 61987-11 spécifie la structure générique pour les listes de propriétés fonctionnelles et
d'appareils (respectivement OLOP, "Operating List of Properties", et DLOP, "Device List of
Properties"). Elle établit le cadre des autres parties de I'lEC 61987, dans lesquelles sont
spécifiées les LOP complétes pour les types d'appareils qui mesurent une variable physique
donnée et utilisent un principe de mesure particulier. La structure générique peut également
servir de base pour la spécification de LOP pour d'autres types d'appareils de commande de
processus industriels tels que les vannes de commande et les équipements de traitement du
signal.

L'I[EC 61987-31 concerne les appareils d'infrastructure, c'est-a-dire des appareils présents
principalement dans la salle de commutation et la salle de commande. Elle fournit une
classification, une DLOP générique et une OLOP pour une gamme de types d'appareils de ce
groupe.
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L'IEC 61987-32 concerne les modules d'E/S. Elle fournit une OLOP pour les modules d'E/S qui
peut également étre utilisée pour d'autres appareils d'infrastructure et une DLOP pour modules
d'E/S qui peut étre utilisée pour les modules d'entrée, les modules de sortie et les modules
combinant entrées et sorties de types variés.
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MESURE ET COMMANDE DES PROCESSUS INDUSTRIELS -
STRUCTURES DE DONNEES ET ELEMENTS DANS
LES CATALOGUES D'EQUIPEMENT DE PROCESSUS -

Partie 32: Listes des propriétés (LOP) pour les modules d'E/S
pour I'échange électronique des données

1 D

Cette p

— ung
fon

— uneg
mog

Les str
I''"EC 6
I'"EC 6

Des as
des d
I''"EC 6

Les en

concernées sont répertoriés dans I’Annex€’ C et I’Annexe D.

2 Références normatives

Les do
de leur

artie de I'lEC 61987 fournit

liste des propriétés fonctionnelles (OLOP) pour la descriptionfides para
tionnels et la collecte des exigences pour les modules d'E/S et
liste des propriétés des appareils (DLOP) pour la description d'ung’gamme de ty
ules d'E/S

ictures de I'OLOP et des DLOP correspondent aux structures générales définie
987-11 et conviennent aux principes essentiels de construction des LOP défin
987-10.

pects autres que I'OLOP, nécessaires dans différents processus d'échange élect
bnnées et décrits dans I'lEC 61987-10 et I'lEC 61987-11, sont publiés
987-92.

nplacements des bibliothéques de propriétés et des blocs utilisés dans le

cuments suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout o

I'éditio

référengce s'applique (y_¢ompris les éventuels amendements).

IEC 61987-10:2009, Mesure et contréle des processus industriels — Structures de don
éléements dans\les catalogues d'équipement de processus — Partie 10: Liste de propriété
pour I'§chahge électronique de données pour la mesure et le contréle de processus indj|
— Princlpesessentiels

contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées
citée s’applique. Pour les références non datées, la derniére édition du docun

metres

pes de

s dans
s dans

onique
dans

s LOP

I partie
seule
hent de

hées et
5 (LOP)
ustriels

IEC 61987-11, Mesure et commande des processus industriels — Structures de données et
éléments dans les catalogues d'équipement de processus — Partie 11: Listes des propriétés
(LOP) d'équipements de mesure pour l'échange électronique de données — Structures
génériques

3 Te

rmes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et les définitions de I'lEC 61987-10 et de
I'"EC 61987-11 s'appliquent.
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L'ISO et I'lEC tiennent & jour des bases de données terminologiques destinées a étre utilisées
en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

e |EC Electropedia: disponible a I'adresse https://www.electropedia.org/

e |SO Online browsing platform: disponible a I'adresse https://www.iso.org/obp

NOTE Les définitions qui concernent les types d'appareils des modules d'E/S peuvent étre consultées dans le
Tableau A.1 de I'Annexe A de I'lEC 61987-31.

4 Généralités

4.1 Présentation

Les LOP fournies par le présent document sont destinées a étre utilisées dans les prgcessus
d'échamnge électronique de données réalisés entre deux systémes informatiquesrquelcgnques.
Les depux systémes informatiques peuvent appartenir a la méme société ouna-des sociétés
différerites comme décrit dans I'Annexe C de I'lEC 61987-10:2009.

L'OLOR pour la famille des appareils d'infrastructure est donnée dans-’Annexe A tangis que
les DLOP des types de modules E/S particuliers sont données dans {!/Annexe B.

Les éléments structuraux tels que le type de LOP, le bloc et la propriété définis dans le présent
documént sont disponibles sous forme électronique dans leydomaine "Process automation”
("Automatisation des processus") du Dictionnaire des donhées communes (CDD) de I'lEC.

4.2 Exemples d'utilisation de bloc DLOP
421 DLOP pour modules d'E/S

Le Tableau 1 fournit un extrait de la DLOP pour modules d'E/S avec des valeurs et deg unités
de mesgure assignées aux propriétés. Il s'agit d'une configuration possible de module d'entrée
binaire|a quatre voies (voir également™la Figure 1). Il n'est pas nécessaire que toutes les
propriéfés d'une LOP soient utilisées.-C'est pourquoi certaines propriétés sont vides gans le
Tableab 1. "..." indique qu'un champ-de propriété n'a pas été utilisé dans I'exemple.

Tableau 1 — Exemple de DLOP pour un module d'E/S avec entrées binaires

Nom du type'de LOP, du bloc ou de la propriété’ Valeur assignée Unité
nombre|d'entrées [module d'E/S] 1
Entrée [module d'E/S]
nompre,de voies identiques 4

nompre 'de voies par commun/masse

nombre d'isolations galvaniques

Isolation galvanique

premier point d'essai signal d'entrée

deuxieme point d'essai systéeme

type de tension alternative

tension de tenue 1,5 kV

critéere d'essai ne pas provoquer un
claquage électrique

limite maximale du courant mA

durée de I'essai 1 min

meéthode d'isolation galvanique photocoupleur

1 Dansle CDD, les noms des blocs commencent par une majuscule et les noms de propriétés par une minuscule
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Nom du type de LOP, du bloc ou de la propriété’ Valeur assignée Unité
Résistance d'isolement
type de tension continue
tension d'essai 500 \Y
résistance d'isolement minimale 1 MQ
durée de I'essai 60 s
Résistance a la terre
type de courant continu
courant d'essai 25 A
tension maximale mesurée 10 V
résistance maximale mesurée 0,1 Q
durée de l'essai 60 s
Coufant du conducteur de protection
type de tension alternative
tension d'essai 132 \%
courant maximal mesuré 3,5 mA
Courant de contact
type de tension alternative
tension d'essai 120 \Y
courant maximal mesuré 2 mA
Entrée binaire [module d'E/S]
type d'entrée binaire courant continu
nombre de niveaux de signal 1
Niveaux de signal
niveau maximal de tension du signal pour le signal "0" 5,8 \%
niveau minimal de.tension du signal pour le signal "1" 16 \%
niveau maximal‘de courant du signal pour le signal "0" 0,9 mA
niveau minimal de courant du signal pour le signal "1" 3,2 mA
nombre.d€ valeurs assignées en courant continu pour une alimentation |1
externe
Valeur assignée en courant continu pour une alimentation externe
tension assignée 24 \%
tension minimale 20,4 \
tension maximale 26,4 \Y
courant maximal 4,1 mA
Données électriques pour comportement passif
résistance/impédance d'entrée 5,9 kQ
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Figure 1 — Module d'entrée binaire a quatre voies
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Annexe A
(normative)

Liste de propriétés fonctionnelles pour modules d'E/S

L'OLOP a été créée pour tous les types d'appareils d'infrastructure, y compris les modules
d'E/S. Cette OLOP est assignée au domaine des modules d'E/S dans le schéma de
classification pour les appareils d'infrastructure (voir Tableau A.1 dans I'lEC 61987-31 :2022):

— Appareil d'infrastructure [IEC-ABN977

NOTE I

L'OLOH
['adresy

'QLQP se trouve égnlnmnnf dans le Phnmp Drr\priéfé: et son identifiant est |IEC-ABP284

est disponible avec tous les blocs et toutes les propriétés dans le CDD! de
e: https://cdd.iec.ch/cdd/iec61360/iec61360.nsf/TreeFrameset?OpenFrameSet

I'EC a
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